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１．序論  

令和４年（2022年）国立高等専門学校機構は

半導体人材を育成する事業をスタートさせた．

近年，半導体教育の重要性は高まりつつあり，

全国の各高専では即戦力となり得る人材を育

成するための取り組みが始まっている(1)．電子

顕微鏡は半導体分野の研究開発現場において

なくてはならない評価装置の一つであること

から，その技術を身につけた人材は，半導体分

野の即戦力になり得ると考えられる．そこで，

本科 1年生と 3年生を対象に，走査型電子顕微

鏡（SEM）の原理の理解と観察技術を習得する

ための実習内容を考え，実践した．本科 1年生

では，通年の実習科目である総合理工実験実習

の１テーマとして SEMの実機に触れる実習プ

ログラムを実践した．また，3年生の実習プロ

グラムでは，観察に加え元素分析を導入して，

これまで手薄に感じられた内容を改め，SEM

観察の深化を図った． 

1 年生で実機を操作するための基礎や物質

の細部を観察する意義を学び，3 年生で試料に

対して観察条件や操作方法を学生が自ら試行

錯誤することで観察技術を身につけるといっ

た，基礎と応用を一貫して身に着ける教育プロ

グラムとし，同時に半導体分野への興味関心を

抱かせた．  

２．SEMを利用した実習プログラムについて 

２．１ 1年生向けの内容 

総合理工実験実習は 1 年生の全ての学生

（160 名）が履修する必修科目の一つである．

学生は事前に実験書に記載の SEMの原理と操

作方法について熟読し，教員の指示に従って操

作を行った．観察資料としては，鉱石．種子，

IC チップなどの試料の中から一つ選択し，光

学顕微鏡との見え方の違いを考察した． 

 

２．２ 3年生向けの内容   

3 年生は，有機薄膜，コンパクトディスク

（CD），集積回路の 3種類から観察したい試料

を選択し，事前に材料や製造工程など調べ，調

べたことと観察で得られた情報の関連をレポ

ートに記載する内容とした．有機薄膜では，透

明導電膜（ITO）付きのガラス基板上に成膜さ

れたフラーレン薄膜の結晶について観察した．

また，CD を試料とした観察では，記録前後の

グルーブ上のピットやトラックピッチの測定

を行った．集積回路の観察では，回路上の電子

部品の細部を観察した．身近な CD や座学で取

り扱われている LSI を集積回路の一例として

用意することで，SEM 観察から，半導体分野

に対する興味の動機づけに繋がると考えた．以

上の内容を電気電子システム系 3 年生の後期

の実験で実施した． 

３．結果 

1 年生の報告書では初めて実機に触れるこ

とができた喜びやこれまで見ることのできな

かった物質の詳細情報を見ることができたこ

とに対する，満足感がうかがえた．また，電気

電子の分野に興味を持つことができた感想が

述べられていた． 

3 年生を対象年とした実験実習では実施時

間に関するアンケートを行ったところ，概ね満

足度が高かったことから，半導体分野への動機

づけとなるプログラムとして効果があること

がわかった． 
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